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KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu 0719-2F1ZT-F91-BPICW
Nazwa przedmiotuw | Polskim Badania powierzchni i cienkich warstw
jezyku angielskim Investigations of surfaces and thin films

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

1.1. Kierunek studiow Fizyka techniczna

1.2. Forma studiéw Stacjonarne

1.3. Poziom studiow Studia | stopnia inzynierskie

1.4. Profil studiéw Ogoélno akademicki

1.5. Specjalnos$¢ Nanotechnologie, Fizyka medyczna, Elektroradiologia
1.6. Jednostka prowadzaca przedmiot Instytut Fizyki

1.7. Osoba przygotowujaca karte przedmiotu Marek Pajek

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Marek Pajek

1.9. Kontakt pajek@ujk.edu.pl

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

2.1. Przynaleznos¢ do modulu Modul fakultatywny
2.2. Status przedmiotu Do wyboru

2.3. Jezyk wykladowy Polski

2.4. Semestry, na ktérych realizowany jest przedmiot V-VII

2.5. Wymagania wstepne Podstawy fizyki

3. FORMY, SPOSOBY | METODY PROWADZENIA ZAJEC

3.1. Formy zajeé Wyklad
3.2. Sposob realizacji zajecé Zajecia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK
3.3. Sposéb zaliczenia zajec Zaliczenie z oceng
3.4. Metody dydaktyczne Wyklad
3.5. Wykaz Podstawowa L.C. Feldman, J.W. Mayer, Fundamentals of surface and thin film
literatury analysis (Elsevier, 1986)
Uzupelniajaca | H. Ibach, Physics of surfaces and interfaces (Springer, 2006).

4. CELE, TRESCII EFEKTY KSZTALCENIA

4.1. Cele przedmiotu

C1- Poznanie podstawowych wtasnosci i charakterystyk powierzchni

C2- Poznanie metod modyfikacji powierzchni i wytwarzania cienkich warstw
C3- Poznanie opisu podstawowych technik badawczych fizyki powierzchni
C4- Poznanie opisu miedz warstw i wielowarstw
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4.2. TreSci programowe (wyklad)

Struktura powierzchni i cienkich warstw

Procesy adsorpcji/desorpcji na powierzchniach

Metody wytwarzania cienkich warstw i wielowarstw

Spektroskopia fotoelektronow i elektronéw Auger

Rozprasznie elektronéw na powierzchniach

Dyfrakcja elektronow i promieniowania rentgenowskiego na powierzchniach
Rozpraszanie jonoéw na powierzchniach i zjawisko kanalowania jonéw
Rozpylanie jonowe i jego wykorzystanie w badaniach powierzchni
Calkowite odbicie promieniowania rentgenowskiego na powierzchniach
Badania miedzywarstw i wielowarstw
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4.3. Efekty ksztalcenia

Stopien
nasycenia

3 Student, ktéry zaliczyl przedmiot kierzfnegsv o Odniesienie do efektow ksztalcenia
- i
w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru
W01 | zna podstawowe wlasnosci powierzchni cienkich warstw + FIZT1A W01 X1A W01
FIZT1A_W02 X1A_W03
FIZT1A_WO03 X1A_W04
FIZT1A_ W05 InzA_W02
W02 | zna opis proceséw powierzchniowych i metod wytwarzania + FIZT1A_ W01 X1A W01
cienkich warstw FIZT1A W02 X1A W03
FIZT1A_WO03 X1A_W04
FIZT1A_ W05 InzA_W02
W03 | zna opis podstawowych technik stosowanych do badania po- + FIZT1A W01 X1A W01
wierzchni materiatow FIZT1A W02 X1A W03
FIZT1A_WO03 X1A_ W04
FIZT1A_ W05 InzA_W02
W04 | zna opis wlasno$ci migdzywarstw i wielowarstw + FIZT1A W01 X1A W01
FIZT1A_ W02 X1A_W03
FIZT1A_WO03 X1A_ W04
FIZT1A_ W05 InzA_W02
w zakresie UMIEJETNOSCI:
U0l | potrafi opisa¢ strukture powierzchni i charakterystyki cienkich + FIZT1A _UO1 X1A _U01
warstw X1A_UO06
U02 | potrafi opisaé procesy i zjawiska zachodzace na powierzchniach + FIZT1A_UO1 X1A _UO01
FIZT1A_UO02 X1A_U05
FIZT1A_UO3 X1A_U06
InzA_U01
InzA_U02
InzA_U05
InzA_U06
InzA_UQ07
U03 | potrafi wybra¢ odpowiednie techniki badania powierzchni + FIZT1A U01 X1A_U01
FIZT1A _UO02 X1A_U05
FIZT1A _UO03 X1A_U06
InzA_UO1
InzA_U02
InzA_UO05
InzA_UO06
InzA_UO07
w zakresie KOMPETENCJI SPOLECZNYCH:
K01 |Rozumie znaczenie procesoéw zachodzacych na powierzchniach + FIZT1A_KO04 X1A K01
materialow FIZT1A_KO7 X1A_KO02
FIZT1A KO8 X1A_KO06
X1A_ K09
InzA_KO01
4.4. Kryteria oceny osiagnietych efektow ksztalcenia
na ocene¢ 3 | na ocene 3,5 na ocene 4 na ocene¢ 4,5 na ocene¢ 5
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4.5. Metody oceny

Egzamin Egzamin Projekt Kolokwium Zadania Referat Spra- Dyskusje Inne
ustny pisemny domowe wozdania
x(W)

5. BILANS PUNKTOW ECTS —- NAKEAD PRACY STUDENTA

Kategoria Obcigzenie studenta
Studia Studia
. stacjonarne niestacjonarne
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOSREDNIM UDZIALE 35
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/
Udziat w wyktadach 30
Udzial w éwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.
Udziat w konsultacjach 5
Udziat w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.
Inne
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 15
Przygotowanie do wyktadu 5
Przygotowanie do ¢wiczen, konwersatorium, laboratorium itp.
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium
Zebranie materiatow do projektu, kwerenda internetowa
Opracowanie prezentacji multimedialnej
Przygotowanie hasta do wikipedii
Inne 10
+£ACZNA LICZBA GODZIN 50
PUNKTY ECTS za przedmiot 2

Przyjmuje do real izacji (data i podpisy osob prowadzqcych przedmiot w danym roku akademickim)




